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Resumen

El trabajo plantea el desarrollo de un sistema compacto de prueba eléctrica In-Circuit (ICT), orientado 
a la medición precisa y eficiente de parámetros eléctricos como resistencia, capacitancia e inductancia, 
con aplicaciones directas en la industria electrónica. La propuesta incorpora el uso de circuitos de inter-
faz directa como una alternativa tecnológica novedosa, complementada con algoritmos de aprendizaje 
automático que buscan optimizar el proceso de medición. Con ello, se pretende aportar al ámbito de 
la instrumentación electrónica, ofreciendo opciones innovadoras para los equipos de ICT. Asimismo, se 
proyecta que este sistema teórico-experimental reduzca los tiempos de medición sin sacrificar resolu-
ción, precisión, exactitud ni linealidad en comparación con las soluciones actuales.
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Figura 1. Cartel Académico: Sistema de prueba eléctrica in-circuit integrado con Interfaz directa y técnicas de aprendizaje 
automático.
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Se plantea el desarrollo de un sistema compacto de prueba eléctrica In-Circuit (ICT, por sus siglas en inglés), concebido para la medición eficiente y precisa de variables

eléctricas como resistencia, capacitancia e inductancia, con aplicaciones directas en la industria electrónica. La propuesta incorpora circuitos de interfaz directa como una

tecnología innovadora, integrados con algoritmos de aprendizaje automático orientados a optimizar el proceso de medición. Con ello, se pretende aportar al campo de la

instrumentación electrónica mediante nuevas alternativas para los equipos ICT. Se prevé que este sistema teórico-experimental permita reducir los tiempos de medición sin

comprometer la resolución, la precisión, la exactitud ni la linealidad respecto a las soluciones actuales.
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Medición de variables eléctricas en equipos ICT.

Presentar una alternativa compacta, eficiente, de bajo costo, bajo

consumo de energía y tiempo de medida optimizada para desempeñar

ICT capaz de competir con sistemas actuales.

El desarrollo de este proyecto de investigación contribuye a la comunidad científica al

implementar tecnologías alternativas en los sistemas ICT que permite la generación

de nuevo conocimiento e innovación tecnológica y reducir costos.

• No hay métodos alternativos para
prueba eléctrica In-Circuit.

• Alto costo de implementación.

• Alto tiempo de medición.

• Proceso de medición convencional [2].

• Sistemas complejos (poco flexibles) [3].

• Gran cantidad de componentes
electrónicos.

Sistema de prueba eléctrica In-Circuit con interfaz directa capaz de medir variables

eléctricas como resistencia, capacitancia e inductancia de manera eficiente y eficaz.
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Fase 1 • Circuitos de interfaz directa sensor-microcontrolador.
• Algoritmos de aprendizaje automático.

Fase 2
• Diseño de circuitos de interfaz directa en R, L y C. 
• Implementación de algoritmos para optimización del 

proceso de medición.

Fase 3 • Integración del sistema propuesto para desempeñar 
prueba eléctrica In-Circuit.

Fase 4 • Cuantificación de resolución, exactitud, precisión de 
medición, análisis de incertidumbre y tiempo de 
medida.

Fase 5 • Análisis y discusión del sistema propuesto.
• Proponer un modelo de utilidad teórico-experimental.
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Aprendizaje automático [5-6]

Región

La prueba In-Circuit (ICT) consiste en aplicar evaluaciones eléctricas a cada uno de

los componentes que conforman una tarjeta electrónica [1]. Este procedimiento

permite verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de las tolerancias

eléctricas definidas, lo que asegura la integridad de los elementos ensamblados y, en

consecuencia, el correcto desempeño del producto final [2].
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